
场发射扫描电子显微镜

产品名称 场发射扫描电子显微镜

公司名称 黑龙江博润达科技开发有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:FEI
型号:Apreo
产地:捷克

公司地址 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速
器12号楼3单元201室（注册地址）

联系电话  18745078077

产品详情

Apreo 复合透镜结合了静电和磁浸没技术，可产生前所未有的高分辨率和材料对比度。

Apreo 是研究纳米颗粒、催化剂、粉末和纳米器件的理想平台，而不会降低磁性样品性能

。传统的高分辨率 SEM 透镜技术分为两类：磁浸没或静电。FEI 首次将两种技术结合到一

个仪器中。这样做所产生的成效远远超过任一种镜筒的个体性能。两种技术均使电子束形

成细小探针，以提高低电压下的分辨率，并使信号电子进入镜筒。通过将磁透镜和静电透

镜组合成一个复合透镜，不但提高了分辨率，还增加了特有的信号过滤选项。静电-

磁复合末级透镜在 1 kV 电压下的分辨率为 1.0 nm（无电子束减速或单色器）。

Apreo 拥有透镜内背散射探测器 T1，其位置紧靠样品以便尽可能多地收集信号，从而确保

在很短的时间内采集数据。与其他背散射探测器不同，这种快速的探测器始终可保证良好

的材料对比度，在导航时、倾斜时或工作距离很短时也不例外。在敏感样品上，探测器的

价值凸现出来，即使电流低至几 pA，它也能提供清晰的背散射图像。复合末级透镜通过

能量过滤实现更准确的材料对比度以及绝缘样品的无电荷成像，进一步延伸了 T1 BSE 探

测器的潜在价值。它还提供了流行选项来补充其探测能力，例如定向背散射探测器(DBS)

、STEM 3+ 和低真空气体分析探测器 (GAD)。所有这些探测器都拥有独一无二的软件控



制分割功能，以便根据需求选择最有价值的样品信息。
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